






要約:不慮の事故予防を目的とし,成長に伴う小児の高次認知機能の変化を客観的に評価す

る為に,年令 5～15 才の小児 76 名を対象に,事象関連電位を測定した。そして以下の結果を

得た。1)年令が増加するにつれ,N100,P300,Nl00-P300 潜時および Key 押し反応時間は短縮

する傾向がみられた。2)IQ と Key 押し反応時間とには,IQ が低下するほど Key 押し反応時

間は,遅延する傾向がみられた。以上より,小児の高次認知機能は,成長に伴い発達するもの

と推測された。また事象関連電位は,小児の認知機能の客観的評価法の 1つとして有用な検

査と思われた。 


